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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national
standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is nor-
mally carried out through 1SO technical committees. Each member body interested in a subject
for which a technical committee has been established has the right to be represented on that
committee. International orgamza‘aons governmental and non-governmental, in liaison with
IS0, also take part in the work ‘

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member
bodies for approval before thelr acceptance as Internatlonal Standards by the ISO Council. They

are approved i
bodies voting.

International Standard ISO 4287/2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 57, Metrology
and properties| of surfaces.

Avant-propos

L'ISO (Organigation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de |normalisation {comités membres de I'|SO). L’élaboration des Normes inter-
nationales est ¢onfiée aux comités techniques de I'lSO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le drojt de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations inter
nationales, goyvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lSO, participent-égale-
ment aux travgux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités technigues sont soumis’aux comi-
tés membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le
Conseil de I'lS. Les Normes internationales sont approuvées conformément-atix procédures de
I'ISO qui requigrent I'approbation de 75 % au moins des comités membresiVotants.

La Norme intefnationale ISO 4287/2 a été élaborée par le comité techhique ISO/TC 57, Métro-
logie et propridtés des surfaces.

BeegeHup

UCO (MexpyHapogHaa OpraHusauua no CTaHgapTusaymmn) ABNAETCA BCEMUPHON dheaepaunen
HayWOHanbHbIX OpraHusaunn No craHgapTusauuu (komuretos-uneHos UCO). JeAatensHOCTb No
paspa6oTke MepkayHapogHbix CTaHadPTOB NPOBOAUTCA TEXHUUECKUMU KOMUTETamMU UCO. Kask-
AbI KOMUTET-YNIEeH, 3aUHTEPECOBEHHbLIN B AEATENLHOCTU, ANA KOTOPOW 6biN CO3faH TEXHWU-
YECKUI KOMUTEJT, UMeeT NpaBo 6bite TIPEACTaBNEHHbIM B 3TOM KoMUTeTe. MeXxxayHapogHele npa-
BUTENLCTBEHHHIE ¥ HENpPaBUTENLCTBEHHbIE OpraHu3auun, umeowme cersu ¢ NCO, Tarke npu-
HUMaIOT yyacTie B paboTax.
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Surfa ,

Terminology — Terminologie — | NOBEPXHOCTU —=

Part 2|: Measurement Partie2: Mesurage de  TepmuHonorns'—

of surface roughness paramétres de la YacTtb 2 : Uameperive

paranjeters rugosité de surface napameTpos
epoXoBaToCTH
NOBEPXHOCTH

1 Scope and field of Objet et domaine 0O6+®ekT u obnacrb

application d'application NPUMEHEHUA

This part|of ISO 4287 defines terms La présente partie de I'ISO 4287 définit les HacToAwan YacTs WUCO 4287 onpegenset
relating tpb measurement of surface termes relatifs au mesGrage des paramétres  TEpMUHbI, CNONb3yeMble MPYU N3MEPEeHUU
roughnesy parameters and charac- et des caractéristiques de rugosité de sur- napameTpoB W XapaKTePUCVK lWepoxosa-
teristics a:rried out in industry and face appliqués'dans I'industrie et en recher-  TOCTU NOBEPXHOCTU B NPOUBBOJCTBE U Ha-
scientific nesearch. che scientifigue. Y4YHbIX UCCNEeROBAHUAX.

Terminology relating to measurement La terminologie relative aux méthodes de  TepMWHONOTUA, OTHOCAWAACA K MeTOAaM
technique| and specific instruments mesurage et aux instruments spécifiques w3MepeHU W KOHKPETHbIM npuéopam,
is given |n 1SO 1879, 1SO 1880 and ~est'‘donnée dans 'ISO 1879, I''SO 1880 et npusegeHa B WCO 1879, KCO 1880 un
1ISO 3274. SO 3274. ' NCO 3274.

2 Reférences Références Cebinku

I1SO 1879,|Instruments forthe measure- 1SO 1879, Instruments de mesurage de /la NCO 1879, Annapamypa JnR uMepeHus
ment of surface roughness by the pro-  rugosité des surfaces par la méthode du  wepoxosamocmu  nosepXHocmu  npo-
file method — Vocabulary. profil — Vocabulaire. QuUNbHbIM Memodom — Cnpsaps.

1SO 1880,|/nstrunients for the measure-  1SO 1880, /nstruments de mesurage de la  WNCO 1880, Annapamypa Jdna USMepeHusn

ment of suirface roughness by the pro-  rugosité des surfaces par la méthode du  wepoxosamocmu  nosepkxHocmu  npo-
file metLMMnML&WMML&M-_WMMMW_— KonmaxkmHbie

struments of progressive profile tact & transformation progressive du profil  (wynossie) npuGopsi nocnedoBamenbHO2o
transformation — Profile recording in- — Enregistreurs de profil. npeo6pasosarus npogpuna — Peezucmpu-
struments. pytowue npu6opsl.V

ISO 3274, Instruments de mesurage de Ja
ISO 3274, Instruments for the measure-  rugosité des surfaces par la méthode du  WUCO 3274, Annapamypa OnA U3MEPEHUA
ment of surface roughness by the pro-  profil — Instruments & palpeur-aiguille, 8  wepoxosamocmu  nosepxHocmu  Npo-

file method - Contact (stylus) in- transformation progressive du profil —  chunbHeiIM Memodom — KoHmakmHbie
struments of consecutive profile  Profilométres & contact du systéme M. {uynosbie) npubopbi nocnedoBamenbHO20
transformation —  Contact  profile npeobpasosaHusa npocbuna — Koumakm-
meters, systerm M. ‘ Hble npoghunomempbl cucmembl M. 1

1) OnyénukoBaH TONLKO HA aHrMUWACKOM W
hpaHLy3CKOM A3bIKaXx.
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3 Terms

3.1 profile

and definitions

transformation: An ac-

tion (operation) which results inten-

tionally or

unintentionally in  the

transformation of a profile at any stage
of the process of measurement, e.g.
traversing with a stylus, filtering, re-

cording, etc.

3.2 transf
produced as

3.3 intent|
tion: A prdg

a result of transformatlon

onal profile transforma-
file transformation which

should be m'Ede in order that measure-

ments be pe
the specified
quirements
ment).

Examples :

1) Transfor
file into an

ormed in accordance with

requirements (specified re-
for the given measure-

mation of the surface pro-
electric signal to make it

possible to uge electronic measuring in-

struments;

2) Suppres

ion of low-frequency har-

monics in the profile spectrum by
means of filtgring in order to segregate

a short-wav
can be treate:
measured.

3.4 uninte
formation:

arising due {|
measuring
parts and usi
the informati

part of the profile which
l as roughness while being

htional profile trans-
A profile transformation
b the imperfection of the

instrument or its sepatate

ally seen as distortions of
bn about the profile,

Example : Didtortion of the-information

about the prg
a stylus havir

file when tfaversing it with
g a finite-tip radius.

3.5 tracedlg

centre of the
traverses the

tip of the stylus when this
real profile.

NOTE — The centre of the spherical zone or
the centre of the working edge of the tip of
the stylus can be taken for the centre of the
tip of the stylus.

3.6 external

transformed
locus of the

datum profile: A
profile representing the
centre of the tip of the

stylus while traversing the real profile

relative to an

external datum.

Termes et définitions

transformation du profil: Action (opéra-
tion) consistant a transformer, volontaire-
ment ou non, un profil & un stade quelcon-
que du processus de mesurage, par exem-
ple par exploration par des palpeurs, des fil-
tres, des enregistreurs, etc.

transformatlon

transformation volontaire du profil:
Transformation qui doit étre exécutée afin
de réaliser un mesurage conformément aux
prescriptions requises {prescriptions requi-
ses pour un mesurage donné).

Exemples:

1) Transformation du profil d’'une surface
en un signal électrique, en vue de permet-
tre |'utilisation d’instruments de mesurage
électroniques.

2) Suppression des harmonigues de bas-
ses fréquences dans le spectre*du profil au
moyen de filtration, pour séparer la partie &
ondes courtes du profikpduvant étre consi-
dérée comme rugosité'au cours de mesu-
res.

transformation involontaire du profil:
Transformation du profil se présentant a la
suite d'une imperfection de I'instrument de
mesurage ou de ses éléments, ce qui se
manifeste par une erreur d'information du
profil.

Exemple: Erreur d'information du profil
lorsqu’il est exploré par un palpeur a rayon
de courbure de pointe déterminé.

tions du centre de Ia pomte du palpeur Iors—
que ce dernier explore le profil réel.

NOTE — Comme centre de la pointe du palpeur,
on peut prendre le centre de la zone sphérique
du palpeur ou le centre de la borne de travail de
la pointe du palpeur.

profil relevé avec référence indépen-
dante: Profil transformé représentant le
lieu géométrique du centre de la pointe du
palpeur au cours de son exploration du pro-
fil réel par rapport a la base extérieure por-
tante.

TepmuHbl M onpeaeneHua

npeo6pasosaHue npocouna: [lencreue
(onepaumna), cocTofAlee B npefHamepeH-
HOM UnK HenpeAHamepeHHOM Npeo6paso-
BaHWW npodounA Ha nw6oU CTaguu npo-
Liecca U3MepeHud, Harnpumep, nNpu oWwynbi-
BaHWM WynoMm, cunbTpoBaHUK, 3anncu
nT.Aa.

- g b: Mpochuns,
nonyqaeMbm B pesynbrate npeoGpasoBa-
HuUA.

npefjHamepeHHoe (MpeobpasopaHue npo-
thbuna: MpeobpasosaHme npofbunsa, KoTo-
poe AONMXHO-6k5IThb NpoBegeHo ANA TOro,
4YTO6b! BbINOJIHUTL U3MEPEHUR B COOTBET-
CTBUW G-YCTaHOBNEHHbIMU TPE6OBAHUAMMN
(yCTaHOBfIeHHble TPe6oBaHMA| K faHHOMY
n3MeEPEHNIO).

Mpumepsi :

1) MMpeo6pasoBaHne rpochvpA MNoBepx-
HOCTM B 9neKTpuyeckum durdan pna
06eCneyeHMA  BO3MOXHOCTM| MUCMONb30-
BaTh NPWU M3MEPEHUAX SNEKTPOHHYIO an-

naparypy.

2) MopgaBneHue HWU3KOYACTOTHbIX rapmo-
HUK B cneKkTpe npoduna nytem ounbTpo-
BaHWA ANA BblAENEHUA KOPOTKOBONHOBOM
yacTtu npoduna, KoTopasa npu namMepeHun
MOXKeT paccMaTpuBaTbCA KaK Wepoxosa-
TOCTb.

HenpegHamepeHHoe npeo6pasdBaHue npo-
ctouns : MNMpeobpasoBanHue npoduna, KOTo-
poe BO3HUKaeT u3-3a HecoBeplueHcTBa W3-
MEPUTENbLHOW annaparypbl UK OTAenb-
HbiX €e 4JacTtel U O06bI4YHO MNPOABNAETCA
B BUAE UCKaXKeHW nHbopmauumM o npo-

cournie.

Mpumep : UckaxkeHne MHPOPMALIMA O NPO-
dune npu ornbéaHnn ero wWyrndM ¢ KoHey-
HbIM PafUyCOM BEPWUHbI.

bTPUUECKoe
MECTO MOMOXKEHNI u,eHTpa BEpWWHbI Wyna
npu orméaHrMn UM peanLHOro npoduna.

MPUMEYAHWE — 3a ueHTp BepuwWHbLI wyna
NPUHUMAETCA LIEHTP Cchepuueckor 30HbI Wyna
Wnu UeHTp pabouen rpaHu BepuwmHsl Wwyna.

npocunb o1 BHewHe# 6asbl: Mpeo6paso-
BaHHbLIA Npodhunb, NPeACTaBAAWKNA reo-
METPUYECKOE MECTO LIEHTpa BEPWUHbI LLy-
na npu ornéasnmn UM peanbLHoOro Npoduna
OTHOCUTENbLHO BHEWHEW onopHon 6asbl.
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3.7 skid-dependent datum profile:
A transformed profile representing the
locus of the centre of the tip of the
stylus while traversing the real profile
relative to a locus of the skid which is at
a definite distance from the stylus, has a
definite shape and moves along the
same real surface being measured.

profil relevé avec patin: Profil trans-
formé représentant le lieu géométrique du
centre de la pointe du palpeur au cours de
son exploration du profil réel par rapport au
lieu géométrique du patin éloigné du pal-
peur a une distance déterminée; ii présente
une forme définie et se déplace sur la
méme surface réelle mesurée.

1SO 4287/2-1984 (E/F/R)
NCO 4287/2-1984 (A/®/P)

npothuns OT 3aBUCMMOMN OnNoOpHOMU 6asbl:
MpeobpasoBanHbin NpohuneL, Npegcras-
NAIOWNIA TeOMeTpUYecKoe MecTo LieHTpa
BEPWUHbI lilyna npu ornéaHuy UM pearnb-
HOro NpotunA OTHOCUTENbHO FeomeTpu-
HECKOro MecTa ONOPHOro YyCTPOMCTBA, KO-
TOpOe OTCTOUT OT lWyna Ha onpeaeneHHoe
paccToAHNE, OH WMEeT OonpepeneHHYyIo
hbopMy U NepemewaeTca Nno ToM >xe usme-
pAEMON peanbHOM NOBEPXHOCTU.

3.8 trayersed length: The complete
length of|the pick-up movement along
the surfag¢e being measured.

3.9 prdfile sampling interval, Ax:
The distance between the adjacent
discrete grdinates of the profile when
measuring surface parameters by digital
methods [see figure 1).

4

longueur de palpage: Longueur totale du
déplacement du palpeur le long de la sur-
face mesurée.

pas de discrétisation du profil, Ax: Dis-
tance entre les ordonnées successives dis-
continues du profil au cours du mesurage
des paramétres par les méthodes numéri-
ques (voir figure 1}.

WaRN

ANVHa Tpacchl oWyneiBaHyYA : MNonHana gnu-
Ha nepemelieHna wyna’ gaonb uamepse-
MOW MOBEPXHOCTHU,

war guckperusaiyuun npodpuna no gnune,
Ax : Paccronhne Mexpy [cocefHnumu au-
CKPETHBIMW opAuHaTaMu npodnna Npu ns-
MEpeHNN napaMeTpoB MOBEPXHOCTU Umch-
pOBbitMU MeTogamu (CM. PYCYHOK 1).

Traced profile
Profil palpé
OuynaHHbI# npgdun,

Ax

3.10 profile quantization step, Ay:
The distance between adjacent
readings pwhen measuring the value of
each proffle ordinate by digital methods
(see figure 1.

Figure 1
Pucyhnok 1

pas de quantification du profil, Ay: Dis-
tance entre les indications consécutives au
cours du mesurage de la valeur de chaque
ordonnée du profil par les méthodes numé-
riques (voir figure 1).

Ay : PaccTOAHME MEXAY [coCefHUMU OT-
cHeTaMU NPY M3MEPEHUN BHAYEHUA Kax-
[oM opauHaThl NPOPUNA LIMMPPOBLIMK Me-
TOoAamMn (CM. pUCyHOK 1), :

. war KBaHTOBaHuA npoq:u[:n no ypoBHIO,

NOTFE—Cette—distance—est-Ggale-d{unité-dos—HRPUMEUAHUE — 3+to pacerdaHue pasHO eau-

NOTE — This distance is equal to the unit of
the smallest readings of the digital measur-
ing apparatus. The value of the profile or
dinate is rounded off to the whole number n
of quantization steps when the digital
measurement is performed.

Yg = nAy
. y
with n = ent<),5 + ———)
Ay
where

¥4 is the value of the profile ordinate
obtained by digital measurement;

Ay is the profile quantization step;

indications minimales de {'instrument de mesu-
rage discontinu. La valeur de I'ordonnée du pro-
fil est arrondie au cours du mesurage discontinu
jusqu’au nombre entier n des pas de quantifica-
tion.

Ya = nAy

avec n = ent <),5 + —X—>
Ay

ol

yq est la valeur de l'ordonnée du profil,
obtenue par mesurage discontinu;

Ay est le pas de quantification du profil;

HULE MUHMMANLHOrO 0TCYETA UCKPETHORO W3-
MEpPUTENLHOrO YCTPOMCTBa. 3HaueHne opauHa-
Thl NPOCOUNA OKPYFIIAETCA NPU GUCKPETHOM 13-
MEPEeHWM J0 Lenoro YUCa NIaroB KBaHTOBAHUA,

Yqg = nAy

npu 3Tom n = ent (},5 + —Ay~y->
rge

Y4 — 3HaweHue opAuHaTbi NPogunA, nony-
YEHHOE NPY [UCKPETHOM U3MEpeHWH;

Ay — war kBaHTOBaHUA MPOPUNA NO YPOB-
HiO;
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ent is the function (operator) for pick-
ing out the whole part of the number;

y is the true value of the profile or-
dinate;

n is the integral number of quantization
steps.

3.11 ideal operator: An algorithm
intended to ensure the original,
theoretically accurate (ideal) determma-
tion of surfa

teristics (see figure 2).

3.12 optimum operator: The algo-
rithm of an ?rttrument, intended to en-
sure the practical determination of sur-
face paramet¢rs or characteristics with

acceptable [production cost (see
figure 2).
3.13 real ¢perator: The practical

realization of the optimum operator.

NOTE — This ¢perator differs from the op-
timum operator| (3.12) because of the manu-
facturing error pf the instrument or its long-
term characterigtic variation (see figure 2).

3.14 methqd error, AM: The dif-
ference betwgen the value of the sur-
face parameter determined in accord-
ance with th¢ optimum operator and
the true valug of the same parameter
(i.e. determingd in accordance with an
ideal operator] (see figure 2).

3.15 methqd divergence, AMp:
Differences arjsing from the use of dif-
ferent optimum .operators intended. t0
give the sam¢ value of a given ‘para-
meter (see figlire 2).

3.16 instrument error, AA: The
difference between ‘the surface para-
meter value :Ietermmed by the real
operator and
parameter determlned by the optimum
operator.

3.17 total instrument (measuring
device) error, AT: The difference be-
tween the value of the-surface para-
meter determined by the real instrument
{i.e. in accordance with the real
operator) and the true value of the same
parameter {determined in accordance
with the ideal operator). It incorporates
the method error and the instrument
error {see figure 2).

figure 2),

ent est la fonction (opérateur) de la sépara-
tion de la partie entiére du nombre;

y est la valeur vraie de I'ordonnée du profil;

n est le nombre entier des pas de quantifi-
cation dans |'ordonnée donnée du profil.

opérateur idéal: Algorithme assurant une
détermination de référence théoriquement
précise (idéale) des paramétres et des

opérateur optimal: Algorithme d'un ins-
trument, utilisé pour la détermination prati-
que des parameétres ou des caractéristiques
de la surface, au prix de rewent convenable
{voir figure 2).

opérateur réel: Réalisation pratique de
'opérateur optimal.

NOTE — Cet opérateur différe de I'opérateur
optimal (3.12}, en raison de ['erreur de fabrica-
tion de l'instrument ou de la variation“de ses
caractéristiques & long terme (voir figure 2).

erreur due a la méthode; AM: Différence
entre la valeur du paramétre de surface
déterminée conformément a I opérateur
optimal, et la valeuf vraie du méme para-
metre (c’'est-a‘dire déterminée conformeé-
ment & |'opérateur idéal) (voir figure 2).

divergence entre méthodes, AMp: Dif-
férences provenant de I'emploi de diffé-
rents opérateurs optimaux devant normale-
ment donner la méme valeur pour un para-
métre donné {voir figure 2).

erreur de l'instrument, AA: Différence
entre la valeur du parameétre de surface
déterminée par I'opérateur réel et la valeur

rateur optimal.

erreur totale d'instrument (dispositif de
mesurage), AT: Différence entre la
valeur du parameétre de surface déterminée
par l'instrument réel (c’est-a-dire détermi-
née conformement & I'opérateur réel) et la
valeur vraie du méme paramétre (c’est-3-
dire déterminée conformément a |'opéra-
teur idéal). Elle incorpore I'erreur due 2 la
méthode et |'erreur de l'instrument (voir
figure 2).

,{cM. pncyHoKk 2).

ent — (PYHKUUA (onepaTop) BbligeneHua Le-
Non 4acTy uucna;

Y — WCTUHHOE 3HauyeHue OpJMHAaThLI Mpo-
duna;

n — uenoe YNCNo Waros KBAHTOBaHUA B fjaH-
HO¥ opAuHaTe npoduna.

“AaeanbHbid oneparop: ANroputm, KoTo-
pbl# npegnonaraeT UCXO4HOe, TeOpeTUYe-
CKW TOYHOE (Mp,eaanoe) onpepgeneHve na-
NOBEPXHO-
cTn (CM PUCYHOK 2).

onTUMaNnbHbI# oneparop: ANfopuTM, uc-
NONbL30BaHHbLIN ANA NPaKTUYEGKOro onpe-
AeneHUA NapaMeTpPoB UNU XapgdKTEPUCTUK
noBepxHoOCTU  \c-npueMnemMon | cebecroun-
MOCTbI0 (CM..PUCYHOK 2).

peanbHbiK onepaTtop: MpakTuuyeckasa pe-
annsaumAa onNnTUManbHOro oneppTopa.

NMPUMEYAHUE — OToT onepatop oTnuuyaeTca
OoT ontumaneHoro oneparopa (3.12) u3-3a no-
FPeWHOCT N3roTOBNEGHUA NpU6opalunu usmeHe-
HWA ero XapakKTepuUCTUK B TeyeHUe BpeMeHu

meToguyecKkas MNOrpewHocTs, (AV : Pas-
HOCTb MeXgy 3HaueHueM napameTpa fo-
BEPXHOCTH, ONPegeneHHoro cooTBeT-
CTBUM . C ONTUManbHbIM oneparopom, u
WCTWHHbIM 3HAYEHUEM BTOFO Xe napame-
Tpa (T.e. onpefeneHHbIM B COQTBETCTBUM

C upeanbHbIM ONEpPaTopom) |(CM. pucy-
HOK 2).
meroguyeckoe pacxoxpenue, AMp: Pas-

nmMyunA, BO3HUKaWMe B pesynbTare npu-
MEeHEeHUA pasHbIiX ONTUMaNbHbIK oneparo-
POB ANA NONYYEHUA OQHOIO U TOIro >Ke 3Ha-

UEHWA [aHHOro napameTpa [CM. pucy-
HOK 2).
norpewHocTs npu6opa, AA :| PasHocTtb

 MEXfly 3HauyeHueM napameTpa|noBepxHo-

ctH, onpe,qeneHHblM peanbHbIM onepaTo-
e fapameTpa,
onpe,qeneHHuM ONTUMANbLHLIM ONeparo-
poM.

nonHas norpewHocTb npubopa (usmepm-
TenbHOro ycrpomcrsa), A7: PasHocTb
MeXAY 3Ha4YeHWeM napameTtpa NOBEPXHO-
CTw, onpegeneHHbIM peanbHbIM NPUEOPOM
(T.e. onpefeneHHbIM B COOTBETCTBUNU C pe-
anbHbIM ONEPATOPOM), U UCTUHHbLIM 3HauYe-
HUEeM 3TOro XKe napamerpa (T.€. onpege-
NeHHbIM B COOTBETCTBUM C MAeanbHbIM |
oneparopom). OHa BKNiOYaeT metToaude-
CKY10 MOTPEeWHOCTbL W MNOrPewHOCTb NPU-
60pa (CM. pUCYHOK 2).
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